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- กําหนดข้ึนโดยรับ ISO/TS 24672:2023(E) Nanotechnologies — 
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ท่ีกระจายตัวในของเหลวและละอองลอย วิธีท่ีอธิบายนี้เปนเทคนิคการวัด
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รีซิสทิฟพัลสเซนซิง (RPS) ซิงเกิลพารทิเคิลอินดักทิฟลีคัปเปลพลาสมา
แมสสเปกโทรเมทรี (spICP-MS) คอนเดนเซชันพารทิเคิลเคานเตอร (CPC) 
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ขอมูลของการใชแตละเทคนิคพรอมดวยการพิจารณาการเตรียมตัวอยาง 
ขอดีและขอจํากัด 
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